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PUSLAIDININKIU TECHNOLOGIJU IR CHARAKTERIZAVIMO ATVIROS PRIEIGOS
CENTRO ISTEKLIU IR TEIKIAMU PASLAUGU SARASAS

IStekliai:

1.

Kristaliniy sluoksniy epitaksijos i§ metalo-organiniy medziagy gary fazés reaktorius (MOCVD arba
MOVPE) (A. Kadys);

2. Skenuojantis elektroninis mikroskopas (SEM) su rentgeno spinduliy energijos dispersijos (EDX) ir
elektroninio spindulio indukuoty sroviy (EBIC) matavimo priedais (A. Kadys);

3. Jony reakcinio ésdinimo jrenginys (l. Reklaitis);

4. Greito termino atkaitinimo krosnis (l. Reklaitis);

5. Optinio polinimo stendas (R. Tomasitnas);

6. 4-iy zondy varZos matavimo ir puslaidininkinio kristalo laidumo tipo nustatymo prietaisas
(V. Bikbajevas)

7. Ecopia HMS-3000 Holo matavimy jranga (V. Bikbajevas)

8. Slifavimo ir poliravimo jrenginys Struers LaBoPol — 1 (I. Reklaitis);

9. NIR spektrometras su CCD kamera ir priedais, spektrinis diapazonas 0,8-2,2 um (J. Mickeviéius)

10. Daugiakanalé spektroskopijos analizés jranga, spektrinis diapazonas 200-850 nm, kompleksas
(J. Mickevicius);

11. Radiaciniy defekty tankio dozimetrijos jrenginys VUTEG-5 hadrony ap$vitoms kontroliuoti
(E. Gaubas);

12. Fotojonizacinés spektroskopijos VU gamybos jrenginys (E. Gaubas);

13. Volt-amperiniy ir volt-faradiniy charakteristiky temperatiiriniy kitimy matavimo jranga
(E. Gaubas);

14. BELIV-VU (E. Gaubas);

15. HERA — DLTS System FT 1030 spektrometras (E. Gaubas);

16. Rekombinacijos parametry technologinés kaitos tyrimy, planarinio bei sluoksninio skenavimo
daugiafunkcinis jrenginys VUTEG-4 (E. Gaubas);

17. Radiaciniy defekty evoliucijos ir rekombinacijos parametry kaitos in situ matavimy, apSvitinant
aukstyjy energijy dalelémis, jrenginys VUTEG-3 (E. Gaubas);

18. Daugiafunkciné mikroskopijos sistema: atominés jégos mikroskopas (AFM), konfokalinis mikroskopas
ir artimojo lauko optinis mikroskopas (SNOM) (G. Tamulaitis)

19. Suzadinimo-zondavimo ir dinaminiy difrakciniy gardeliy matavimy stendas (R. Aleksiejiinas)

Paslaugos:

1. TII grupés nitritiniy puslaidininkiniy dariniy epitaksija MOCVD metodu (A. Kadys);

2. Kiety medziagy pavirsSiy tyrimai skenuojanciu elektroniniu mikroskopu (SEM) (A. Kadys);

3. Kiety medziagy cheminé mikroanalizé skenuojanciu elektroniniu mikroskopu su EDS/EDX priedéliu
(A. Kadys);

4. p-n sandiry ir puslaidininkiniy medziagy pavirsiy tyrimai skenuojanéiu elektroniniu mikroskopu su
EBIC priedéliu (A. Kadys);

5. Varzos matavimas keturiy zondy metodu (V. Bikbajevas)

6. Bandiniy charakterizavimas Holo metodu (V. Bikbajevas)

7. Puslaidininkiniy strukttiry ésdinimas sausuoju budu (I. Reklaitis)

8. Spartus medZiagy atkaitinimas 0 — 1200 °C (l. Reklaitis)

9. Medziagy poliravimas (l. Reklaitis)

10. Molekuliy optinio polinimo tyrimas (R. Tomasiiinas)
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. Dideliy radiaciniy ap$vity aplinkos dozimetrinis monitoringas (E. Gaubas);
. Giliyjy centry foto-jonizaciné spektroskopija (E. Gaubas);
. Volt-amperiniy ir volt-faradiniy charakteristiky temperatiriniy kitimy kombinuoti tyrimai sandiiry

dariniy funkciniams parametrams jvertinti (E. Gaubas);

Sandiiry barjero parametry kitimy Si, Ge, GaAs, GaN, Cu-CdS ir foto-elektros puslaidininkiniy
prietaisy tyrimai (E. Gaubas);

Sandiiry barjero parametry kitimy Si, Ge, GaAs, GaN, Cu-CdS ir foto-elektros puslaidininkiniy
prietaisy tyrimai, kei¢iant temperatiirg (E. Gaubas);

Giliyjy lygmeny, suformuojamy technologinémis procediiromis, spektro kitimy tyrimai (E. Gaubas);
Puslaidininkiniy medziagy kriivininky gyvavimo trukmiy matavimai skersinés ir planarinés Zvalgos
budais (E. Gaubas);

Puslaidininkiniy medziagy kriivininky gyvavimo trukmiy matavimai (E. Gaubas);

Radiaciniy defekty evoliucijos ir rekombinacijos parametry kaitos in situ matavimai, apsvitinant
aukstyjy energijy dalelémis (E. Gaubas);

Pavirs$iaus morfologijos matavimas atominés jégos mikroskopu (AFM) (G. Tamulaitis)

Erdviskai i$skirtos liuminescencijos matavimai konfokaliniu mikroskopu (G. Tamulaitis)

Erdviskai i$skirtos liuminescencijos matavimai artimojo lauko skenuojanciuoju optiniu mikroskopu
(SNOM) (G. Tamulaitis)

Liuminescencijos matavimai stacionariomis ir kvazistacionariomis salygomis NIR spektro ruoze

(J. Mickevicius)

Liuminescencijos matavimai stacionariomis ir kvazistacionariomis salygomis ir su nanosekundine
laikine skyra UV-VIS spektro ruoze (J. Mickevicius)

Bekontaktis kriivio neséjy gyvavimo trukmés ir difuzijos koeficiento nustatymas puslaidininkiuose ir j
dariniuose (R. Aleksiejtinas)
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